
BAHAGIAN A

Aluminium (Al) mempunyai struktur hablur kubik, manakala 

alumina (Al2O3), juga dikenali sebagai aluminium oksida, 

mempunyai struktur hablur trigonal. Lukiskan struktur hablur dan 

nyatakan parameter kekisi untuk kedua-dua Al dan Al2O3. 

markah) 

Dengan menyediakan gambar rajah skematik dan konfigurasi 

elektronik yang sesuai, tunjukkan cara ikatan kimia mempengaruhi 

sifat bahan berikut: 

 

Diberikan nombor atom Al= 13 dan O= 8. 

markah) 



Bincangkan kelebihan menggunakan Hukum Bragg berbanding 

dengan kaedah von Laue dalam kajian kristalografi. 

markah)

Satu hablur dengan jarak kekisi d = 1.8 Å disinari dengan sinar-X 

berpanjang gelombang  = 1.2 Å pada sudut insiden ( ) sebanyak 

20 . 

n

Kira susunan (n) puncak pembelauan 

markah)

Lukis kedudukan n 

markah)



Terangkan tekanan sisa dari sudut pandangan kristalografi pada 

atom yang berada dalam keadaan rehat (Rajah 1). Lukiskan 

contoh keadaan di mana tekanan sisa boleh berlaku dalam kekisi 

hablur kristal dan pada puncak XRD.

markah)

Terang dan lukiskan konsep Plot Williamson-Hall dan bagaimana 

ia digunakan untuk menentukan tekanan sisa dalam kekisi hablur. 

Berikan prosedur langkah demi langkah untuk membina dan 

mentafsir plot ini. 

markah)
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Rajah 1. Atom dalam keadaan rehat (tiada daya dikenakan). 

�

�

�



BAHAGIAN B 

Bincangkan bentuk ikatan kimia dalam hablur tunggal dan 

semikonduktor sebatian binari (Kumpulan III-V dan Kumpulan II-

VI). Dengan merujuk kepada jadual berkala yang diberikan dalam 

Lampiran 1, sediakan konfigurasi elektronik unsur/sebatian yang 

terlibat dalam ikatan semikonduktor. 

markah)

Nyatakan parameter kekisi bagi sistem hablur kubik. Illustrasikan 

TUJUH (7) satah simetri bagi struktur hablur kubik.  

markah)



Dengan memberikan contoh yang sesuai, tunjukkan kesan ke atas 

simetri dan struktur hablur bahan piezoelektrik dengan perubahan 

suhu (di atas dan di bawah titik Curie). 

markah)

Lukiskan operasi simetri berikut: 

markah)



Bincangkan kebimbangan utama dalam menyediakan sampel 

serbuk untuk analisis pembelauan Sinar-X (XRD)? 

markah)

Jelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam menyediakan 

sampel untuk filem polimer pepejal nipis dari polimer cecair 

menggunakan Pembelau Sinar-X (XRD) (Rajah 2). Sediakan 

penjelasan ringkas dan lukisan setiap langkah.

markah)

Rajah 2. Bikar mengandungi polimer larut dalam pelarut air. 



�

Pembelauan Sinar-X (XRD) dan Mikroskopi Elektron Transmisi 

Resolusi Tinggi (HRTEM) adalah dua teknik terkuat yang 

digunakan dalam kajian struktur hablur. Bincangkan kelebihan dan 

aplikasi yang berbeza untuk setiap teknik. 

markah) 

Rajah 3 menunjukkan secara eksperimen XRD (a) corak untuk 

nanopartikel CoS berbentuk plat wurtzit dan (b) imej mikroskop 

elektron transmisi resolusi tinggi bagi plat nanopartikel CoS (jalur) 

yang dilihat dari sisi (kiri) dan atas (kanan). Terangkan dengan 

melukis perhubungan antara corak XRD dan jalur HRTEM. 

markah) 
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Rajah 3: (a) Corak XRD untuk nanopartikel CoS berbentuk plat wurtzit dan (b) 

Imej mikroskop elektron transmisi resolusi tinggi bagi plat nanopartikel CoS

(jalur) 

�


